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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 65A: Aspects systemes, du comité
d'études 65 de la CEIl: Mesure et commande dans les processus industriels.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

65A/307/FDIS 65A/312/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information
abouti a I'approbation de cet amendement.

ur le vote ayant

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de 5.ne sera

pas modifié avant 2001. A cette date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

e remplacée par une édition révisée, ou
* amendée.

Ajouter, aprés I'annexe C, la nouvelle Dysuivante:

Outre les pres s de la présente norme, cette annexe spécifie des configurations d’'essai
plus détaillées, desw¢dnditions de fonctionnement et des critéres d'aptitude a la fonction pour
les matériels comportant des circuits d'essai et de mesure (a la fois internes et/ou externes
aux matériels) qui ne sont pas protégés en ce qui concerne la CEM pour des raisons
opérationnelles et/ou fonctionnelles, selon ce qui est spécifié par le constructeur.

Une liste non exhaustive de tels matériels comprend par exemple les oscilloscopes, les
analyseurs logiques, les analyseurs de spectre, les analyseurs de réseau, les multimétres
numeériques et les systémes de test de cartes a circuits imprimés.

Le constructeur spécifie I'environnement dans lequel le produit est destiné a étre utilisé, et
utilise les spécifications de niveau d’essai correspondantes de la présente norme.
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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 65A: System aspects, of IEC technical
committee 65: Industrial-process measurement and control.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting

65A/307/FDIS 65A/312/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be nd in the report
on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of the base publicati
remain unchanged until 2001. At this date, the publication will be

e reconfirmed;
e withdrawn;
* replaced by a revised edition, or

¢ amended.

Add, after annex C, the follp

Test config@'

fo

d measurement equipment
protected applications

D.1 Gene

In addition to thewrequirements of this standard, this annex specifies more detailed test
configurations, operational conditions and performance criteria for equipment with test and
measurement circuits (both internal and/or external to the equipment) that are not EMC
protected for operational and/or functional reasons, as specified by the manufacturer.

Examples of such equipment include, but are not limited to, oscilloscopes, logic analyzers,
spectrum analyzers, network analyzers, digital multimeters (DMM) and board test systems.

The manufacturer specifies the environment for which the product is intended to be used and
utilizes the corresponding test level specifications in this standard.
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D.2 Configurations d’essai
D.2.1 Acces E/S d’essai et de mesure

Les accés d’entrée d'essai et de mesure doivent étre pourvus d'un capuchon et écourtés a
moins que cela ne soit a l'origine de conditions de fonctionnement non compatibles avec la
mesure de I'émission et de I'immunité du produit. On doit alors appliquer un signal d’entrée
approprié.

Les accés de sortie d'essai et de mesure qui ne sont pas nécessaires a I'évaluation des
fonctions essentielles de I'EST doivent étre pourvus d’un capuchon et/ou éliminés.

es acces d'essai

NOTE 1 |l n'est pas nécessaire de connecter les sondes et/ou les cordons d’essai a utiliser ave
i et sont souvent

et de mesure. De tels cordons d’essai peuvent différer considérablement d’une applicatiox, a I'autre
connectés a des matériels dont le couvercle a été retiré et qui peuvent étre plus ou {
I'accés a des points d’essai internes. Des cordons d’essai connectés peuvent accyd &M ou réduire
I'immunité dans certaines applications.

NOTE 2 «Pourvu d’un capuchon» signifie protégé par un blindage local.
D.2.2 Matériel auxiliaire

Les matériels auxiliaires nécessaires au fonctionnemg
matériel a tester.

doivent faire partie du

D.3 Conditions de fonctionneme

D.3.1 Oscilloscopes

Les acceés de I'gsci
maximale, la se <
a moins que d'autce

résultats d'immunitg

d’émission ~ quisition de données pendant les essais d'immunité, a moins que
réputés créer des émissions plus importantes ou des résultats
is en utilisation normale.

d'immunité plus™mauv

D.3.3 Multimétres numériques

Les configurations habituelles comportent la détection de créte, la sensibilité maximale (si
I'option de sélection de gamme automatique est disponible, elle suffira généralement) et le
mode d’acquisition continu.

D.3.4 Autres matériels

Pour les matériels qui ne sont pas mentionnés en D.3.1 & D.3.3, on doit appliquer le concept
suivant: une sélection des modes de fonctionnement représentatifs doit étre faite en tenant
compte du fait que seules les fonctions les plus caractéristiques du matériel peuvent étre
testées. On doit choisir les pires cas connus parmi les modes de fonctionnement en utilisation
normale.
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